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SUWAK DO POMIARU ODLEGI:..OSCI REFLEKSOW NA RENTGENOGRAMACH 

Jednym z podstawowych przyrzqd6w laboratorium 
rentgenowskiego wyposaionego w aparatur~ z reje
stracjq fotografieznq jest urzqdzenie do pomiaru od
legtosci refleks6w na rentgenogramaeh. Szereg firm 
produkujqcyeh apall"aty ;j kamery re11ltgenowskie wy
rabia takie tego rodzaju przyrzqdy 0 r6inych eeehach 
konstrukcyjnyeh i waIorach eksploatacyjnych. Jako 
najprostsze moina wymienie stoliki do odezytywania 
rentgenogram6w (negatoskopy) podswietlane swiatlem 
naturalnym lub sztucznym (z reguly jarzeniowym). na 
kt6ryeh za pomOCq zwyklej linijki z dokladnq skalq 
milimetrowq 0 odpowiedniej dlugosei dokonuje sic: 
pomiar6w odleglosci linii interfereneyjnyeh na rent
genogramach. Dokladnose taltieh pomiar6w nie jest 
zbyt wielka (nie przekraeza 0,2 mm). 

Niekt6re firmy wyposaiajq swoje negatoskopy w 
linijki z przezroezystyeh roas plastycznyeh. wycecho
wane w wartoseiach mi~dzyplaszezyznowych w ang
stremaeh. Linijki te sporzqdzone Sq dIa najez~sciej 
stosowanyeh dlugosci fal w badaniaeh rentgenow
ski ch. Sq one bardzo wygodne. gdyz pozwalajq unik
nqe zmudnyeh przeliezen wartosci kqtowyeh na od
leglosei mi~dzyplaszezyznowe. Przy orientacyjnych 
i szybkich identyfikacjaeh substancji ma to duze zna
ezenie. lecz pomiar dokonany za ieh pomocq jest 
obarczony duiym bl~dem wskutek trudnosei w inter
polacji wartosei ulamkowych pomi~dzy podzialkami 
znajdujqcymi si~ w zmiennych odleglosciach. 

Jednq z wad negatoskop6w stosowanyeh w labo
ratoriach jest niedoskonalose oswietlenia. Szeroko 
stosowane oswietlenie jarzeniowe jest zbyt jaskrawe 
oraz migajqce (efekt stroboskopowy). co powoduje 
szybkie m~ezenie si~ oczu oraz uniemoiliwia spostrze
ganie bardzo slabych liniL Oswietlenie zarowe, pozba
wione wad oswietlenia jarzeniowego, jest prawie 
w og6le nie stosowane w negatoskopach ze wzgl~du 
na silne rozgrzewanie siE: Iampy oraz wystE:powanie 
jasnych i eiemnyeh plam na mat6wee. 

Linijki do pomiaru rentgenogram6w z umieszezo
nym pod mat6wkq odblysnikiem na swiatlo natural
ne Sq w zasadzie pozbawione wad om6wionych po
przednio. jednak z praktyki wiadomo. ie najdrobniej
sze szezeg6ly na rentgenogramach najlepiej widoezne 
Sq przy swietle dziennym na tIe nieba. 

Niekiedy do pomiar6w odleglosci refleks6w na 
rentgenogramaeh stosowane Sq komparatory spektral
ne. Urzqdzenia te odznaczajq siE: wysokq dokladnosciq 
i mogq bye z powodzeniem uiywane do precyzyjnych 
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pomiar6w. zwiqzanych np. z oznaczaniem parametr6w 
kom6rki elementarnej mineral6w. Nie Sq natorniast 
polecane przy identyfikacjach ze wzglE:du na stosowa
ne w nich duie powiE:kszenia uniemoiliwiajqee po
miary linii slabo widocznych. 

Brak dobrego urzqdzenia do pomiaru odleglosci 
refleks6w na rentgenogramach sklonil autor6w do za
projektowania i wykonania we wlasnym zakresie ta
kiego przyrzqdu. Urzqdzenie to (ryc.) przypomina 
duiy suwak logarytmiczny wykonany w calosci ze 
szkla organicznego "Pleksiglas". Posiada ono dwa 
przesuwane okienka, na kt6rych umieszczona jest 
rysa nastawcza (od spodu szybki) oraz podzialka no
niusza (na g6rnej powierzchni). umoi1iwiajqce odczyt 
z dokladnosciq 0,05 mm. Wielkose suwaka dostosowa
na jest do film6w z kamer 0 srednicy 57,3 mm 
i 114,6 mm. Na dolnej, nieruchomej cz~sci suwaka 
wygrawerowana jest podzialka milimetrowa od -200 
do + 200 mm . Tego rodzaju skala oraz dwa okienka 
pozwalajq na latwe i jednoczesne ustawienie okienek 
na refleksy symetryezne i odczytanie ich odleglosei 
od srodka filmu. Ulatwia to lub nawet eliminuje ko
nieeznose obliczania srednich z odczyt6w dla reflek
s6w - lewego i prawego. Naleiy dodae, ie dwa 
okienka oraz og6lna dlugose skali milimetrowej 
(400 mm) umozliwiajq takie jednoczesne zaloienie na 
suwak dw6ch film6w rentgenowskich z malych ka
mer, co jest bardzo cenne w przypadku koniecznosci 
wykonania pomiar6w por6wnawezych. Og6lna dlugose 
suwaka wynosi 430 mm, szerokose 65 mm, wysokose 
wraz z n6ikami 20 mm. 

Suwak (komparator) odr6inia siE: od innych tego 
rodzaju urzqdzen nast~pujqcymi zaletami: 

- duiq dokladnosciq pomiaru, 
- moiliwosciq uzytkowania przy swietle dziennym 

na tle nieba, co gwarantuje spostrzegalnose nawet 
najslabszych linii na rentgenogramach, 

- mozliwosciq uzytkowania go przy kaidym 10-
nym oswietleniu i przy zastosowaniu r6znych typ6w 
negatoskop6w, 

- jest latwy w obsludze i prosty w konstrukcji, 
- niewielkie rozmiary i lekka konstrukcja 

umoiliwiajq korzystanie z suwaka prawie w kazdych 
warunkach. 

Wykonane ·egzemplarze prototypowe sluiq po
myslnie od ponad roku pracownikom Zakladu Nauk 
Geologicznych PAN oraz Katedry Mineralogii i Geo
chemii UW w ich pracach naukowych i dydaktycz
nych . 
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SUMMARY 
A description is given of a device projected and 

produced by the present authors to measure distances 
of reflexes on X-ray patterns. The device here 
considered resembles a large . slide rul~ <!ig. 1). and 
is made completely of orgaruc glass; It IS equIpped 
with two sliding windows having an adjusting scratch 
and a vernier scale that allow to take readings with 
an accuracy amounting to 0,05 mm. The size of the 
comparator corresponds to that of the films of the 
cameras 57,3 mm and 114,6 tnm in diameter. 

The comparator differs from other devices of this 
kind in having 0 greater 0 accuracy of measuring, 
convenient operaiion and simple construction. The 
prototypes made by the authors proved to be suitable 
for both scientific and didactic works. 
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AB-ropbI OIlHCbIBIUO'l' 3aJ[I~rl1: H ICOOPY
lKeHHbm MlIm npHiiop AnH oope,v;eJIaHHH paoorolUlldt 
MeJB:,l(Y pe<pJIemc:at.m 'Ba peH'X1'eBOJIPIIMM8X. Ye'1'POO
C'l'BO Ha'IIOMmraeT 60JIbIIlYlO JIoraipJt!Q»mqeaKYlO JIHHe.A:
ICY (<pw. 1), BblIIOJIHeHHYIO IIIOJIHOCCTblO H3 OprcTe'KJIa, 
c ABYJIIR. ~ paMXaM'H, Ha K01lIJIPb1Xo 00-
Mew;aIO'l'CJl .HaIJIl)8IBJIJlIOIqa\ll '1epTa oK 'Hoomyc, 1I0000000H

IOIQIDt 6paTb OTC'Ie'l' C 'l'O<moCTb1O 1J1l 0,05 1IoV. BeJIH
'IKH8 JIHHe~ npHCIIOOO6.n5Bll ftJIH ~ rcwep ~
M'eTpa 57,3 ~ 114,6 MM. 

JbmeAxa (aroM.naparop) OO'JIJAaeTCJI (lrl' ,l\'PYll'mt lllPH
CIJOICI06JIeHIK~ 9'roI'O pclIIta ~ 'l1a'IHOCTb1O 3a11Ie
pcm, n~ J:IPOOf3BO~T'Ba 3aMepoilB 'K iHec.ll101KD)~ 
HlOHC'l1Py~eA. IIpJfro,l.\,Bl(llC'l'1 BblIIylqaBHbIX ~
lIDB ,l¥)Ka3aHa 11 ~ ;~ ~'1eaK'KX pafiorI'ax. 
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